
บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 วิธีการวิจัย
3.1.1 โครงสรางของเครื่องTester

ภาพที่3.1คือลักษณะของเครื่อง Tester ที่จะใชในงานวิจัยชิ้นนี้โดยที่Tester จะประกอบ 
ดวย 3 สวนหลักๆคือ สวน User computer สวน Test Head และสวน Mainframe

ภาพที่3.1  ลักษณะของเครื่อง Tester

ภาพที่3.2  ลักษณะภายในของ Test Head
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โดยที่ฟงกชั่นที่จะใชในงานวิจัยนี้คือ Speed_Sort_Test Function ประกอบดวย test number
4300 ถึง4325 โดยที่

Test#4300 – 4303 มีอุปกรณหลักที่เกี่ยวของ ทั้งหมด6 บอรด(boards) ตองาน1ตัว
Test#4304 – 4313 มีอุปกรณหลักที่เกี่ยวของ ทั้งหมด5 บอรด(boards) ตองาน1ตัว
Test#4314 – 4325 มีอุปกรณหลักที่เกี่ยวของ ทั้งหมด5 บอรด(boards) ตองาน1ตัว

3.1.2 การออกแบบสวนโปรแกรม
3.1.2.1 รูวิธีการแกปญหาแลว

(1) รวมรวมปญหาตางๆที่เคยเกิดขึ้นมาแลวพรอมทั้งวิธีแกไขปญหา
(2) ใชวิธีการ Work Breakdown Structure มาเปนมาตรฐานในการกําหนดการ

เก็บขอมูลเพื่อใหงาย ตอการคนหา

ภาพที่ 3.3 รูปแสดงตนแบบการใช WBS ในการจัดเก็บขอมูล

จากตัวอยางขางบน กลุมอักษรชุดแรกจะหมายถึงเครื่อง Tester กลุมที่สองจะหมายถึงชื่อ
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกลุมที่สามจะระบุประเภทที่เสีย กลุมที่สี่จะบอกถึงเวอรชั่นของโปรแกรม
การทดสอบที่เกิดการปญหาในขณะทําการเก็บขอมูล กลุมที่หาจะบอกถึงจํานวนวิธีที่ทําการแกไข
ปญหานี้

3.1.2.2. ยังไมรูวิธีแกไขปญหาซึ่งเปนปญหาใหม
(1) ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกับอุปกรณตางๆในเครื่อง

Tester คือ ตองทําความเขาใจกับหลักการในการทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกอน วาการทดสอบ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถแบงไดเปน 3 สวนใหญๆ คือ การทดสอบDC, การทดสอบ
Digital และการทดสอบAnalog ซึ่งการทดสอบแตละแบบนั้นจําเปนตองใชอุปกรณหลักอะไรบาง
เพื่อที่เราจะไดรูวาการที่จะปอน Analog input หรือDigital input นั้น Tester มีอุปกรณอะไรที่
สามารถทําไดบาง หรือในการวัดสัญญานออก Tester ตองใชอุปกรณอะไรในการวัด

1.B21.Os.T1.

Tester
Number

Number of
Database

Device
Name

Bin failure Revision

r10_1.
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ภาพที่ 3.4 รูปแสดงตัวอยางการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

(2) ศึกษาโครงสรางการโปรแกรมอุปกรณตางๆในเครื่อง Tester เพราะการใช
อุปกรณแตละอยางนั้นจะตองมีวิธีการโปรแกรมแตกตางกันไป จากภาพที่3.6  เปนวิธีการโปรแกรม
อุปกรณที่ใชในการสรางสัญญาณความถี่ต่ํา

ภาพที่ 3.5 รูปแสดงตัวอยางการโปรแกรม

DAC

PGA

DUT
RESPONSES

DUT

Analog
Inputs

Digital
Inputs

DUT STIMULUS

ADC

VCC

DC Input

Analog
Output

Digital
Output

Analog
Output

==============================================
set pin = AIN /* pin = <pin_spec> <slot_spec> */

plfsrc:
amp = tl_plfs_get_amp_filt_spec(1.0,1000.0,2KHz) /* 0.0 --> 10.24vpk*/
auto_amp : on /* on off */
ampunit: vpk /* vpk vrms v */
lpfilt = 2KHz /* 2KHz 20KHz 100KHz 500KHz */
dcbase = 0.0v /* -11.0 --> 11.0vpk */
dcsign_hi : off /* pos neg off */
dcsign_lo : off
rout = 25 /* 1 25 */
aclock : a0 /* a0 a1 a2 a3 */
localgnd : on /* on off */
kelvin_lo : local /* local dut */
integrator : off /* on off */
extout : off /* on off */
outmon : off /* off ac3 ac4 ac5 dc */
extended_cal:on /* on off

*/
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(3) ใชวิธีการ Work Breakdown Structure ชวยในการจัดเรียงโครงสรางของ
โปรแกรมทดสอบ

ภาพที่ 3.6 โครงสรางการทํางานของโปรแกรมการทดสอบ

จากภาพที่3.6 แสดงถึงลักษณะการทํางานของโปรแกรมการทดสอบโดยมีสวนที่สําคัญ
ดังนี้

1. Header ใชสําหรับในการโหลดโปรแกรมการทดสอบ
2. Main เปนสวนเริ่มในการทํางานของโปรแกรมการทดสอบ
3. Sequencer เปนสวนที่ใชบอกลําดับการทดสอบและเก็บขีดจํากัด( limit )ที่ใชในการ

ทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

DPU



18

4. TESTF เปนสวนที่ประมวลผลการทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยคาที่วัดไดจะ
ถูกสงไปยัง Sequencer

5. General Function เปนสวนของฟงกชั่นทั่วๆไป เชนฟงกชั่นการคํานวณตางๆ
ซึ่งปจจุบันโปรแกรมการทดสอบจะรวมเอาการทดสอบทุกฟงกชั่นของงานไวในไฟล

เดียวกันทําใหยากตอการวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหา ดังนั้นการใชวิธีการ WBS จึงเปนวิธีที่จะชวย
ในการแกไขปญหาความซับซอนในโปรแกรมการทดสอบโดยทําการแยกฟงกชั่นที่ตองการทดสอบ
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออกเปนไฟลยอยๆหลายๆไฟลโดยใหชื่อไฟลเปนไปตามฟงกชั่นของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ

(4) ทําความเขาใจเกี่ยวกับหนวยวัดของการทดสอบ เพราะหนวยวัดก็สามารถบอก
ไดวาฟงกชั่นที่ทําการทดสอบเปนการทดสอบแบบใด เชน การทดสอบDC หนวยที่วัดไดก็จะเปน 
V, mV หรือ A ถาการทดสอบ Analog หนวยที่วัดก็จะเปน db หรือ %

(5) วิเคราะหความสัมพันธของหนวยวัดกับอุปกรณที่ใชในการทดสอบการทํา
งานที่ไมผานเพราะวาในการทดสอบฟงกชั่นหนึ่งๆของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นอาจทดสอบทั้ง DC,
Analog และ Digital พรอมกัน ดังนั้นการทดสอบจึงอาจใชอุปกรณมากกวา 1 อุปกรณการที่รูวา
หนวยในการวัดเปนแบบใด ทําใหพอประมาณการไดวาควรจะเปนอุปกรณใดที่เกี่ยวของกับปญหา
ที่เกิดขึ้น

(6) ทําการบันทึกวิธีการแกปญหาใหมโดยใชวิธี WBS ใหเปนแบบเดียวกับ
ขอมูลเกา

3.1.3.  การทํางานของโปรแกรม
การทํางานของโปรแกรมจะเริ่มทํางานเมื่อมีการเปดโปรแกรมใชงานขึ้น โดยที่เริ่มแรก

โปรแกรมจะทําการบันทึกตําแหนงของอุปกรณหลักในเครื่อง Tester กอนที่จะใหผูใชไดทําการปอน
ขอมูลปญหาที่เกิดขึ้น หลังจากเมื่อทําการบันทึกเสร็จสิ้นโปรแกรมจะทําการสอบถามปญหาโดยให
ผูใชทําการปอนขอมูลที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นตัวโปรแกรมจะทําการคนหาในฐานขอมูลวาปญหานี้มี
อยูในฐานขอมูลหรือไม ถามี ก็จะทําการแสดงผลการคนหา แตถาไมมีโปรแกรมจะทําการวิเคราะห
ปญหาที่ผูใชไดปอนให ซึ่งตัวโปรแกรมจะทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ขอมูลเบื้องตนไมพอเพียง
ในการวิเคราะหโดยการใหผูใชปอนขอมูลอื่นๆใหอีก 

หลังจากเสร็จสิ้นการใชงาน ตัวโปรแกรมเองจะทําการบันทึกตําแหนงของอุปกรณหลัก
ในเครื่องTester อีกครั้ง แลวทําการเปรียบเทียบตําแหนงกอนและหลังการใชโปรแกรมแลวทําการสง
อีเมลลใหกับวิศวกร เพื่อ ใหวิศวกรไดรับรูวามีการสลับตําแหนงของอุปกรณ

DPU



19

Start EFA

Collect Tester Config

Input Failure

Search Dbase

Found in Dbase

Select Dbase

Follow dbase

Solve

Collect Config

Yes

Yes

No

Analyze Failure

Show possible Root
Cause

Solve?

Follow all Dbase
for this problem

No

Call Engineer

Yes Collect to new Dbase

Call Engineer

No

Yes

No

Collect Config

Show relative
instrument

Show relative
instrument

ภาพที่ 3.7 แผนผังการทํางานของโปรแกรม

3.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
3.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร
3.2.2. โปรแกรมยูนิกส
3.2.3. โปรแกรมภาษา C
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